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OZET

Bu c¢alismada AC20, (CoposFepge)7nsMosBis amorf tellerin, Si-Fe
ferromanyetik levhalar iizerindeki olusabilecek ¢atlaklarin manyetik aki
kagaklar yéntemiyle bulunmast i¢in, algilayict olarak kullanilabilirliginin
test edilmesi amaglanmustir. Ferromanyetik levhalarin dizilmesi ile degisik
yapay catlaklar olusturulup test edilmistir Bu makalede, amorf tellerin
ferromanyetik malzemelerde olusan ¢atlaklart bulmada sensér olarak
kullanilabilirligi tartisilacaktir.

Anahtar Kelimeler: Tahribatsiz Test Sistemi, Amorf Tel, Tarayici Sistem

DETECTION OF CRACKS ON FERROMAGNETIC MATERIALS
BY USING AC20 AMORPHOUS WIRES AS A SENSOR

ABSTRACT:

In this study AC20, (CogosFeg6)72.5M012.5B1s amorphous wires was used as
a sensor to capture, cracks on a Si-Fe laminations. Different cracks were
made artificially by stacking ferromagnetic laminations. Surface of the
samples were scanned to capture magnetic leakage flux. In this paper,
findings of the crack detection on ferromagnetic materials by using
amorphous wires as a sensor will be presented.

Keywords: Non-Destructive Measurement System, Amorphous Wire,
Scanner System

1.GIRIS

Glintimiiz endiisriyel uygulamalarda malzemeler, tahribatsiz test teknikleri
ile kontrol edilmektedirler. Bu teknikler arasinda ultrasonik[1,8,9],
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manyetik pargacik[2,9], sivi penetrant{2,9], akustik emisyon[2,9], girdap
akimlari[9,12], radyografi[1,2,9] ve manyetik aki kagaklari[3-7,13] testi
yer almaktadir. Bu tekniklerin kendine 6zgii bazi sinirliliklar ve uygulama
yontemleri vardir. Bu tekniklerden ultrasonik ve manyetik aki kagaklari ile
malzemelerdeki ¢atlaklarin fiziksel ozelliklerini tespit edebilmek igin,
kullanilan algilayicinin  manyetik algilayict olmasi ve algilayicinin
malzeme {izerindeki konumunun net olarak bilinmesi gerekmektedir [2-8].
Bu iki tahribatsiz test tekniginde algilayici iki ya da {i¢ boyutta hareket
edebilen bir pargaya monte edilmelidir. Bu nedenle bu ¢alismada manyetik
aki kagaklari testinin yapilabilmesi i¢in yeni bir manyetik tahribatsiz test
sistemi geligtirilmistir. Kurulan bu diizenekte algilayici olarak AC20
(CogosFeogs)2sMo0125sB1s  amorf tel kullamilmig, Si-Fe ferromanyetik
levhalarla yapay olarak hazirlanan 6rmekler test edilmistir. Bu ¢aligmada,
gelistirilen manyetik tahribatsiz test sisteminin kisa tanitimindan sonra test
edilen 6rneklerden elde edilen verilerin iglenmesiyle ulasilan sonuglar
tartisilmistir.

2.MATERYAL VE YONTEM
2.1 Manyetik Tahribatsiz Test Sistemi
Manyetik aki kagaklari testi igin gelistirilen manyetik tahribatsiz test

sistemi, Sekil 1’de goriildiigii gibi ti¢ boyutlu tarayicr sistem ve bu sistemin
bilgisayarla kontroliinii saglayan elektronik {initeden olusmaktadir.

roniginin goriniimii.

Seki Olﬁ$turulan ug: boyutlu tafajﬁm sis eﬁ ve e
Ug boyutlu tarayici sistemin mekaniginde manyetik 6zellik gdstermeyen
aliminyum levha, civa geligi, plexe glass ve kestamit tiirli malzemeler
kullamilmustir. Ug boyutlu tarayici sistemde algilayici, ii¢ boyuttaki
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konumu adim motorlariyla kontrol edilen parca iizerine yerlestirilmistir.
Ayrica {i¢ boyutlu tarayict sistem iizerinde manyetize edici sistemin
pargalari da yeralmaktadir. Bu c¢alismada HP33120A sinyal iireteci,
Pioneer A-447 giic amplifikatorii, izolasyon transformatéri ve U
seklindeki c¢ekirdekten olusan sisteme, manyetize edici sistem adi
verilmistir. Sekil 2’de manyetize edici sistemin blok diyagrami
gosterilmektedir.

Sinyal ™ Amplifikator [ ] _ 2010 =¥ 5 cenjindeki gekirdek
Ureteci Transformator

Sekil 2. Manyetize edici sistemin blok diyagram.

Test edilecek malzemeler Sekil 3’de verilen U seklindeki ¢ekirdegin
izerine yerlestirilerek manyetize edilmislerdir.

Sekil 3 Manyetize edici U ¢ekirdegin goriintimii ve 6rnegin manyetize edilmesi.

Sekil 4°de verildigi gibi ii¢ boyutlu tarayici sistem, manyetize edici sistem
ve tarayici sistemin bilgisayarla kontroliinii saglayan elektronik sistem
birbiriyle iligkilendirilerek kabin igine yerlestirilmistir. Daha sonra adim
motorlarinin  kontroli ve algilayicidan gelen bilgilerin bilgisayara
aktarimini saglayan Visual Basic programi yazilmigtir. Sekil 5’de bu
programin amorf tel uygulamalarinda kullanilan formunun ekran gériintiisii
verilmektedir.
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Sekil 4. Manyetik tahribatsiz test sistemi.
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Bra-86R @ » MEGER © oo # e
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5 e e
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Sekil 5. Kesikli hareket formunun ekran goriintiisii.

AKU-Fen Bilimleri Dergisi 7(1) 134 AKU-Journal of Science 7(1)



Ferromanyetik Malzemelerdeki Catlaklarin M. GOKTEPE, Y. EGE,N. BAYRI, S. ATALAY
2.2 Ferromanyetik Levhalarla Olusturulan Yapay Catlak Modelleri

Bu ¢alismada yapay catlaklarin olusturulmasi, 0.33 mm kalinhiginda ve
degisik uzunluklarda ferromanyetik levhalarin iist {iste konmasiyla
saglanmistir. Dogada geometrisi ¢ok degisik olan dogal catlaklar bulmak
miimkiindiir. Bu dogal ¢atlaklarin, genisligi, derinligi, sekli, konumu
birbirinden farkli olabilir. Bu nedenle dogadaki yiizeyi diizlemsel olan
ferromanyetik malzemeler iginde olusabilecek hemen hemen biitiin dogal
catlaklarin tespit edilebilmesi i¢in, ferromanyetik levhalar kullanilarak tam
catlak, yarmm ¢atlak ve gémiilii ¢atlak olmak iizere 3 degisik modelde
yapay catlak dizayn edilmistir. Sekil 6’da verildigi gibi tam ¢atlak
modelinde ¢atlak, malzemenin alt ve iist yiizeyine ulasmaktadir.

2mm

1.32 mm

Sekil 6 Tam Catlak modeli.

Yarim ¢atlak modelinde ise Sekil 7°de verildigi gibi ¢atlak, malzemenin st
ylizeyine ulagabildigi halde alt yiizeyine ulagsamamaktadir.

2mm

1.32 mm

0.33mm A

Sekil 7 Yarim Catlak modeli.

Sekil 8’de verilen gomiilii ¢atlak modelinde ise ¢atlak, malzemenin ne {ist
ylizeyine ne de alt yiizeyine ulasabilmektedir.

2mm

0.33 mm

Sekil 8 Gomiilii Catlak modeli.
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2.3 Verilerin Toplanmasi

Bu calismada verilerin toplanmasi agamasinda, birbirinden farkli fiziksel
ozelliklere sahip olan yapay c¢atlak modellerinin herbiri i¢in uygulanan
islem sirast agagidaki gibi olmustur.

1. Yapay modelin manyetize edici bobin tizerine yerlestirilerek, modelin
miknatislanmasinin saglanmasi.

2. Visual Basic’te yazilan {i¢ boyutlu tarayici sistemin kontrol programi
yardimiyla, iizerinde algilayicinin bulundugu tarayici parganin, tarama
isleminin baglangi¢ noktasina ¢ekilmesi.

3. Kontrol programinda deney bilgisi formunun acilarak, algilayicidan
gelen verilerin hangi dosyaya yazilacagiin belirlenmesi.

4. Kontrol programinda kesikli hareket formunun agilarak, tarama
isleminin smirlart ve malzeme yiizeyinin hangi noktalarnda veri
alimacaginin belirlenmesi.

5. Programin caligtirilmast.

Kesikli hareket formu, iizerinde algilayicinin bulundugu tarayici pargayi, z
konumu farkli olan x-y diizlemlerinde hareket ettirmekte ve x ekseninde
istenilen noktalarda veri alinmasma miisade etmektedir. Bu ¢aligmada,
catlak bolgesinde her modelin yiizeyi z=0 iken catlaga dik olan eksen
boyunca taranmig, x ekseninde her 165 pm araliklarla veri almmustir.
Programm bitimde, agtigimiz veri dosyasmna tiim veriler kaydedilmis ve
dosya kapatilmis olmaktadir. Sekil 9’da her model ylizeyinin x ekseni
boyunca nasil taratildigi gosterilmektedir.

Sekil 9 Model yiizeyinin x ekseni boyunca taranmasi.
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Model yiizeyinin x ekseni boyunca taranmasi sonucu algilayicidan alinan
veriler, her modeldeki kagak manyetik akinin y bilesenin zamanla
degisiminin bir gostergesidir. Ciinki sistemde algilayici, modelin yiizeyine
dik olan kagak manyetik akinin zamanla degisimini algilayacak sekilde
yerlestirilmigtir. Eger tarama esnasinda algilayicidan elde edilen veri
degismiyorsa o modelde kagak manyetik akinin ve dolayisiyla modelde
herhangibir stireksizligin olmadigini séylemek miimkiindiir. Ciinkii kagak
manyetik akinin olabilmesi i¢in, manyetik gegirgenlikleri farkli iki ortamin
olmasi gerekmektedir. Bu durum Sonlu Elemanlar Yontemi kullanilarak
tam, yarim ve gomiilii modeller i¢in birer 6rnek lizerinde dogrulanmustir.

(2)

(®)~ RN
AN

<<

—_—

Sekil 10. Sonlu elemanlar yéntemiyle; a) tam gatlak, b) yarim gatlak, ¢) gomiilii
catlak modellerinde hesaplanan kagak manyetik aki davranis.

Sekil 10°da goriildiigii gibi ferromanyetik levhalarda c¢atlak ya da
stireksizlik varsa, manyetik aki ¢atlagin oldugu bolgede hava ortaminda bir
pik ¢izerek aki dolanimini tamamlamaktatir. Kisacasi levhada ¢atlak varsa,
catlak bolgesinde manyetik akinin hem By hem de B, bileseni olusacaktir.
Eger By bilesenini herhangi bir algilayici ile algilatilabilirse o bolgede
catlagin varhigindan s6z etmek miimkiindiir. Bu ¢alismada algilayict olarak
AC20 amorf tel kullanilmistir. Sekil 11°de AC20 amorf telin algilayici
olarak kullanimindaki baglant1 semas: verilmistir.
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AC-20 R=1K
Amorf Tel

Sinyal
Jeneratdru
6 MHz, 10 mA, 10 V

Catlak
Manyetize Edici Bobin

Gig Direnci
(0.33 ohm)

=)

Sekil 11. AC20 amorf telin algilayici olarak kullanimindaki baglanti semasi.

Sinyal
Jeneratéru
1 kHz

Amplifikator

Bu ¢alismada, birbirinden farkli fiziksel 6zelliklere sahip olan yapay catlak
modellerinin taranmasi sonrasinda, AC20 amorf telin iki ucu arasindaki
gerilim degerleri okunarak taranan bolge uzunluguna gore degisimi
incelenmistir.

3. BULGULAR

Si-Fe ferromanyetik levhalarla tiretilen karigik catlak modellerinde ¢atlagin
modeli  (tam, yarnim, gomili) degisken tutulmustur. Modeller
olusturulduktan sonra, Sekil 11°de gosterildigi gibi her model AC20
(Cog94Feo.06)72.sMo12.5B1s amorf tel algilayiciyla test edllmlstlr Bu modeller
test edilirken miknatislayict sistem 500 Hz’lik AC akimla beslenmis ve
miknatislayict bobinde H=413 A/m’lik manyetik alan siddetinin olusmasi
saglanmigtir. Modellerin  hangi frekansta ve hangi alan altinda
miknatislanacagi deneme testleriyle belirlenmistir. Ayrica AC20 amorf
telin algilayic1 olarak kullanilabilmesi igin, tele 1k € "luk direg tizerinden 6
MHz frekansli, 10 V genlikli gerilime sahip AC akimla beslenmistir.Deney
esnasinda taranan uzunluk boyunca telin iki ucu arasindaki voltaj degeri
okunmustur Sonuglarin grafikleri Sekil 12-15’de verilmistir.

AKU-Fen Bilimleri Dergisi 7(1) 138 AKU-Journal of Science 7(1)



Ferromanyetik Malzemelerdeki Catlaklarin M. GOKTEPE, Y. EGE, N. BAYRI, S. ATALAY

230 v T v T T T T T v
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Malzeme Cinsi: Si-Fe
220 _ Voltaj: 10 V p-p —_
215 Direng: 1.1 K Ohm
. "~ Manyetizasyon Frekans:: 500 Hz __'
= L .
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2.97 mm

Sekil 12 Saglam 6rnekte AC20 Amorf telin iki ucu arasindaki voltajin taranan
uzunluga gore degisimi.

230 . . . . . . . .

T
I SMHz_10 mA_Tavianmis AC20 Tel Catlak Tipi: Tam Catlak 1
225 - Catlak Derinligi: 1,66 mm ]
¥ Catlak Genisligi: 2mm 1
220 Malzeme Cinsi: Si-Fe -1
’>\ - Voltaj: 10 V p-p L
S 215 Direng: 1.1 K Ohm -
-~ M.Frekansi: 1000 Hz 4
:cg‘ 210 -
B -
> 205 -1
o i
z o
S 200 —-
195 -
190 | -
185 |- 3 e
- Catlak Merkezi g
180 1 " i 1 2 1 " 1
0 10000 20000 30000 40000 50000
X Ekseni Boyunca Taranan Uzunluk (um)
P 2 mm !‘
1.65 mm

Sekil 13. Tam c¢atlak 6rneginde AC20 Amorf telin iki ucu arasindaki voltajin
taranan uzunluga gore degisimi.
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>
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Sekil 14 Yarim catlak 6rneginde AC20 Amorf telin iki ucu arasindaki voltajmn
taranan uzunluga gore degisimi.

T T M T T
5 Mhz_10mA_Tavlanmamis AC-20 Tel Catlak Tipi: Gomiild Gatlak
Catlak Derinligi: 1,66 mm
Catlak Genisligi: 2mm
Ornek Kahnhgi: 2.33mm
Malzeme Cinsi: Si-Fe
Voltaj: 10 V p-p
Direng: 1.1 K Ohm
M. Frekansi:500 Hz
Aitve Ustte i Sagiam Maizeme

196 |-

Cikis Vo ltaji (mV )

188 .""

o
Gatlak Merkezi

186 1 1 1 1
0 10000 20000 30000 40000

X Ekseni Boyunca Taranan Uzunluk (pm)

0.33 mm
2.31 mm

0.33 mm

Sekil 15 Gomiilii gatlak 6rneginde AC20 Amorf telin iki ucu arasindaki voltajin
taranan uzunluga gore degisimi.

AKU-Fen Bilimleri Dergisi 7(1) 140 AKU-Journal of Science 7(1)



Ferromanyetik Malzemelerdeki Catlaklarin M. GOKTEPE., Y. EGE.N. BAYRI, S. ATALAY

Sekil 12°de goruldiiga gibi ferromanyetik malzemede herhangi bir ¢atlak
ya da siireksizlik olmadigi icin AC20 amorf telin iki ucu arasindaki voltaj
degismememigtir. Fakat Sekil 13-15’e bakildiginda AC20 amorf telin ¢ikis
voltajinin her model i¢in, ¢atlak merkezine yaklagirken azaldigi, catlagin
merkezinde minimuma indigi ve sonrasinda ¢atlak merkezinden
uzaklagtikea tekrar artigr goriillmektedir. AC20 Amorf telin ¢ikis voltajimin
bu sekilde degisimi, ferromanyetik levhalarla olusturulan modellerin ¢atlak
bolgesindeki kagak manyetik akinin davraniginin, Sonlu elemanlar
yontemiyle bulunanla ayni karakeristikte oldugunu gostermektedir. Cilinkii
Sekil 10’a dikkatli bakilirsa kagak manyetik akinin modellerdeki ¢atlak
merkezinde sadece tarama eksenine paralel (B,) bileseni mevcuttur. Catlak
bolgesinin diger bolgelerinde ise kagak akinin bir y bileseni vardir. Bu B,
bileseni AC20 amorf teldeki elektronlara,

AE =gu 1B, (1)
kadarlik bir enerji aktarmaktadir. Burada g lande ¢arpani, £/, toplam

manyetik moment ve ,Bohr manyetonudur. Aktarilan bu enerji

elektronlarim kinetik enerjierini arttirarak, sinyal jeneratoriiniin sagladigi
elektrik alandaki diizenli hareket bozulmaktadir. Diger bir degisle AC20
amorf telin direnci artmis olmaktadir. Bu da devreden gegen ana kol
akimint azaltarak, 1k€2’luk dire¢ {izerindeki potansiyel degeri de
diustirmektedir. Sinyal jeneratoriniin sagladigi sabit genlikli ve 10 V
degerindeki gerilimin AC20 amorf tel ve 1k ’luk dire¢ tizerine
boliindiigii diisiintirse, 1k€2’luk dire¢ iizerindeki potansiyel degerinin
diisgmesi AC20 amorf telin iki ucu arasindaki gerilimin artmasi demektir.
Yani kagak manyetik akinin maksimum oldugu noktalarda AC20 amorf
telin iki ucu arasindaki gerilim degeri maksimum, ka¢ak manyetik akinin
minimum oldugu noktalarda ise, gerilim degeri minimum olacaktir. O
halde catlak merkezinde kagak manyetik akinin herhangi bir y bileseni
olmadigr i¢in AC20 amorf telin ¢ikig voltajmm minimum olacaktir.
Dolayisiyla herhangi bir Si-Fe feromanyetik malzemedeki dogal olarak
olusmus bir ¢atlagm, catlak merkezini bulabilmek i¢in 6rnek yiizeyinin x
ekseninde taranmasiyla AC20 amorf tel algilayicinin ¢ikis voltajinin
minimum oldugu noktay1 tespit etmek yeterli olacaktir. Bu sekilde GMR
(Giant Magneto Resistivite) etkisinden yararlanarak Si-Fe ferromanyetik
malzemelerde olusan c¢atlaklar1  bulmanin  miimkiin  olabilecegi
goriilmistir[13].

Si-Fe ferromanyetik levhalarda olusmus bir catlagm, tarama yiizeyinden
bakildiginda goriinen st ylizey goriniiminil tespit etmek i¢in, model
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yiizeyinin x-y diizleminde taratilmasi ve AC20 amorf tel algilayicinin ¢ikis
voltajimin  x-y konumuna gore reklendirilmis degisim grafiklerinin
cizilmesi gerekmektedir. Sekil 16’da buna bir 6rnek gosterilmektedir.

18 — — S —
14 | :
12 | .

10 - .

Y Ekseninde Taranan Uzunluk (mm)
(=]
T
1

0 " 1 . 1 1 " !
0 5000 10000 15000 20000 25000

X Ekseni Boyunca Taranan Uzunluk (um)

Sekil 16 Yarim ¢atlak modelinde c¢atlagin merkezinin ve catlagmn seklinin
bulunusu.

Kullanilan AC20 amorf tel algilayici, Si-Fe ferromanyetik levhalarda
olusmus herhangi bir dogal ¢atlagin merkezini ve gatlagm seklini bulmada
bir sinirlama getirmemektedir. Fakat mikro diizeydeki bir catlagin seklini
ve merkezini bulmak icin, AC20 amorf tel algilayicinin veri alma
araligimmn da mikro diizeyde olmasi gerektigi unutulmamahdir. Veri alma
araligi ne kadar kiigiik olursa, ¢atlak merkezi ve sekli o kadar gercek
degere yaklagacaktir. Bu deneysel caligmada x ekseninde 165 pm
araliklarla 6l¢iim alindigindan, deneyde bulunan ¢atlak merkezinin gergek
konumu F 165 pm araliginda olabilecegi unutulmamalidir.

Bu deneysel ¢alismada algilayici olarak kullanilan AC20 amorf telin belirli
bir kesit alaninimn olmasi, bu algilayicinin bélgesel okuma yaptigim
gostermektedir. Diger bir deyisle sadece gidilen noktadaki By bileseninin
etkilerini degil, kesit alanina diisen tiim B, bilesenlerinin etkilerini
algilamaktadir. Bu da AC20 amorf telle elde edilen verilerle gatlagin
genisligi ve derinliginin bulunmasinda engel olusturmaktadir. Bu halde Si-
Fe ferromanyetik levhalarda olugsmus herhangi bir dogal c¢atlagin,
merkezini, ist ylizey goriiniimiinii bulmak i¢in, model yiizeyinin taranmasi
ve AC20 amorf tel algilayicinin ¢ikis voltajlarinin tespit edilmesi yeterli
olmaktadir. Bununla birlikte AC20 amorf telin bolgesel okuma yapmasi
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sebebiyle catlagin derinligi ve genigligini bulmak i¢in telin iki ucu
arasindaki gerilim yeterli olmamaktadir.

4. TARTISMA VE SONUC

Bu deneysel c¢alismada veri almada kullanilan AC20 amorf tel
algilayicinin, Si-Fe ferromanyetik levhalarda olusmus herhangi bir dogal
(karisik) catlagin merkezini ve ¢atlagin seklini bulmada bir sinirlama
getirmedigi gozlenmistir. Bu ytizden AC20 amorf telin tahribatsiz testte
manyetik algilayici olarak kullanilabilecegini soylemek miimkiindiir. Fakat
catlagin merkezini ve catlagin seklini gergege yakin bulmada algilayiciim
yanisira veri alma arahigida etkin rol oynamaktadir. Bu ylizden mikro
diizeydeki bir ¢atlagin seklini ve merkezini bu yontem ve algilayiciyla
bulmak icin, veri alma araligimin da mikro diizeyde olmasi gerektigi
unutulmamalidir.

Bu deneysel ¢alismada AC20 amorf algilayiciyla sadece tiim yapay karigik
¢atlak modellerinin {ist yiizeyi tarandigindan, c¢atlagin sadece iist yiizey
goriiniimii ve konumu belirlenebilmektedir. Modeldeki ¢atlagin {i¢ boyutlu
geometrisi igin, modelin diger yiizlerinin de algilayict ile ylizey
taramasindan gegirilmesi gerektigi sonucuna ulasilmistir. Ayrica ¢atlagin
merkezi ve sekli disinda kalan fiziksel 6zelliklerini bulmada AC20 amorf
tel gibi bolgesel okuma yapan algilayicilar yerine Hall etkili algilayict gibi
nokta okuma yapabilen algilayicilarin kullanilmas: gerektigi belirlenmistir.
Bu sonuglarin yanisira, AC20 amorf telin ¢ikis voltajmm ¢atlak
merkezinde minimum degere inmesi, kacak manyetik akinm y bileseninin
catlak merkezinde olmadigini gostermis ve bulgunun Sekil 10°da verilen
Sonlu Elemanlar Yonteminin bulgulariyla uyustugu belirlenmigtir. Ayrica
kacak manyetik akinin toplam biiyiikligini ve buna bagh olarak
algilayicinin ¢ikis voltajimin bityiikligini, ¢atlagin fiziksel 6zelliklerinin
yanisira ferromanyetik malzemenin manyetik gegirgenliginin biiylikligii de
degistirmektedir. Bu da tabiki AC20 amorf tel algilayicinin tahribatsiz test
uygulamalarinda kullamilabilirligini sinirlayict bir etkendir. Test edilecek
ornegin manyetik gegirgenligi arttikga kagak manyetik akiminin toplam
biiyiikliigii azalacagindan, AC20 amorf tel algilayicinin iki ucu arasindaki
voltaj degisimi azalacaktir. Bu voltaj degisimi voltmetrenin duyarhlik
simirmi asarsa, Ornekteki catlak ya da stireksizlikler algilanamayacaktir.
Fakat bulgular 1s18inda, fiziksel 6zellikleri birbirinden farkli ve boyutlar
30cmx3cmx3cm gegmeyen Si-Fe ferromanyetik levhalarda herhangi bir
nedenle olusabilecek dogal ¢atlaklarin bazi fiziksel dzelliklerinin (¢atlagin
sekli ve merkezi) kullanilan yéntem ve tarayici sistemle belirlenebilecegini
séylemek miimkiindir.
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